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Anhang 

Flexible Akkreditierung 

 

 

Für die mit * gekennzeichneten Messgrößen/Kalibriergegenstände ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne dass es einer vorherigen 

Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen 

Ausgabeständen gestattet. 

Das Kalibrierlaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen Akkreditierungsbereich. 

Stand: 01.09.2025 Freigabe: E. Beck  > Seite 1 von 3 

 

 

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC) 

 

> Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15015-01-01 

 

Für die folgenden Messgrößen/Kalibriergegenstände verwendet das Laboratorium Normen/ 

Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabeständen zur Teil-Akkreditierungsurkunde: 

 

Permanentes Laboratorium - Neustadt 

 

Messgröße / 

Kalibriergegenstand 

Messbereich / 

Messspanne 

Messbedingungen / 

Verfahren 

Erweiterte 

Messunsicherheit 
Bemerkungen 

Länge       

Haarlineale * 

  Geradheitsabweichung 

 bis 1000 mm VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, 

Blatt 5.2:2024 

1 µm + 2,8 · 10-6 · l l = Länge der Prüfschneide 

 

 

Permanentes Laboratorium – Berlin / Mahlow 

 

Messgröße / 

Kalibriergegenstand 

Messbereich / 

Messspanne 

Messbedingungen / 

Verfahren 

Erweiterte 

Messunsicherheit 
Bemerkungen 

Länge       

Flachlineale * 

Ebenheits- und 

Parallelitätsabweichung 

 bis 500 mm VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 

Blatt 5.1:2022 

7 µm + 5 · 10-6 · lz lz = Länge der Form- bzw. 

Maßverkörperung 

 

 

  



 

Anhang 

Flexible Akkreditierung 

 

 

Für die mit * gekennzeichneten Messgrößen/Kalibriergegenstände ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne dass es einer vorherigen 

Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen 

Ausgabeständen gestattet. 

Das Kalibrierlaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen Akkreditierungsbereich. 

Stand: 01.09.2025 Freigabe: E. Beck  > Seite 2 von 3 

 

 

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC) 

 

> Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-15015-01-02 

 

Für die folgenden Messgrößen/Kalibriergegenstände verwendet das Laboratorium Normen/ 

Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabeständen zur Teil-Akkreditierungsurkunde: 

 

 

Vor-Ort-Kalibrierung – Esslingen 

 

 

Messgröße / 

Kalibriergegenstand 

Messbereich / 

Messspanne 

Messbedingungen / 

Verfahren 

Erweiterte 

Messunsicherheit 1) 
Bemerkungen 

Länge (WPM) *       

Längenänderungsmessei

nrichtungen von 

Werkstoffprüfmaschinen 

nach DIN 51220:2022 

0 mm bis 60 mm DIN EN ISO 9513:2013 

ASTM E 83:2025 

ASTM E 399:2024 

ASTM E 2309/ 

E 2309M:2020 

0,15 %; jedoch nicht 

kleiner als 0,5 μm 

Messprinzip: 

inkremental 

0 mm bis 1500 mm 0,3 %; jedoch nicht 

kleiner als 3 μm 

Eindruckmesseinrich-

tungen von Härteprüf-

maschinen 

0 mm bis 20 mm ISO 6506-2:2017 

DIN EN ISO 6506-2:2018 

ASTM E 10:2023 

ISO 6507-2:2018 

DIN EN ISO 6507-2:2018 

ASTM E 384:2022 

ASTM E 92:2023 

ISO 6508-2:2023 

DIN EN ISO 6508-2:2024 

ASTM E 18:2024 

DIN EN ISO 2039-1:2003 

DIN EN ISO 2039-2:2000 

ASTM F 36:2015 

ASTM D 785:2023 

0,15 %; jedoch nicht kleiner 

als 0,5 µm 

Messprinzip: 

Objektmikrometer im 

Auflicht 

Tiefenmesseinrich-

tungen von Härteprüf-

maschinen 

0 mm bis 1 mm DIN EN ISO 6508-2:2024 

ASTM E 18:2024 

0,3 µm Messprinzip: inkremental, 

DMS 



 

Anhang 

Flexible Akkreditierung 

 

 

Für die mit * gekennzeichneten Messgrößen/Kalibriergegenstände ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne dass es einer vorherigen 

Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen 

Ausgabeständen gestattet. 

Das Kalibrierlaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen Akkreditierungsbereich. 

Stand: 01.09.2025 Freigabe: E. Beck  > Seite 3 von 3 

 

Messgröße / 

Kalibriergegenstand 

Messbereich / 

Messspanne 

Messbedingungen / 

Verfahren 

Erweiterte 

Messunsicherheit 1) 
Bemerkungen 

Kraft (WPM) *       

 Kraftmesseinrichtungen 

von Werkstoffprüf-

maschinen 

10 N bis 600 kN ISO 7500-1:2018 

DIN EN ISO 7500-1:2018 

DIN EN ISO 7500-1, 

  Beiblatt 1:2022 

DIN EN ISO 7500-1, 

  Beiblatt 2:2022 

DIN EN ISO 7500-1, 

  Beiblatt 3:1999 

DIN EN ISO 7500-1, 

  Beiblatt 4:2013 

ISO 7500-2:2006 

DIN EN ISO 7500-2:2007 

ASTM E 4:2024 

ISO 6506-2:2017 

DIN EN ISO 6506-2:2019 

ASTM E 10:2023 

ISO 6507-2:2018 

DIN EN ISO 6507-2:2018 

ASTM E 384:2022 

ASTM E 92:2023 

ISO 6508-2:2023 

DIN EN ISO 6508-2:2024 

ASTM E 18:2024 

DIN EN ISO 2039-1:2003 

DIN EN ISO 2039-2:2000 

ASTM F 36:2015 

ASTM D 785:2023 

ASTM E 1012:2019 

ASTM E 467:2021 

ISO 23788:2012 

0,12 % in Kraftmessgeräten in 

Zugrichtung 

1 N bis 1.000 kN 0,12 % in Kraftmessgeräten in 

Druckrichtung 

0,1 N bis 100 N 0,10 % mit Belastungskörpern in 

Zug- und Druckkraft-

richtung 

Härte (WPM) *       

 Härteprüfmaschinen 

nach Brinell-, Vickers- 

und Rockwell-verfahren 

60 HBW bis 650 HBW DIN EN ISO 6506-2:2019 

ASTM E 10:2023 

2 % HBW Die angegebenen Werte 

der Messunsicherheit 

gelten für die indirekte 

Kalibrierung mit Härte-

vergleichsplatten. 

 

Die Messunsicherheit der 

einzelnen Parameter der 

direkten Kalibrierung wird 

separat angegeben. 

 

UCRM = Kalibrierunsicher-

heit der Härtevergleichs-

platte 

 

100 HV bis 1.000 HV ISO 6507-2:2018 

DIN EN ISO 6507-2:2018 

ASTM E 384:2022 

ASTM E 92:2023 

 

(Härteskalen HV5 bis HV100) 1 % HV; 

jedoch nicht < 1,5 · UCRM 

(Härteskalen HV0,01 bis HV3) 2 % HV; 

jedoch nicht < 1,5 · UCRM 

20 HRA bis 93 HRA ISO 6508-2:2023 

DIN EN ISO 6508-2:2024 

ASTM E 18:2024 

0,5 HRA 

20 HRB bis 115 HRB 0,8 HRB 

10 HRC bis 70 HRC 0,5 HRC 

70 HR15N bis 94 HR15N 0,6 HR15N 

42 HR30N bis 86 HR30N 0,6 HR30N 

20 HR45N bis 77 HR45N 0,6 HR45N 

67 HR15T bis 93 HR15T 1,2 HR15T 

29 HR30T bis 82 HR30T 1,2 HR30T 

15 HR45T bis 72 HR45T 1,2 HR45T 

 


